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摘要(译)

本发明的一个目的是提供一种超声诊断设备，该超声诊断设备可以高速
扫描感兴趣的区域而低速扫描其他区域。 在本发明的超声波诊断装置
中，通过将多个超声波元件二维地排列而形成的二维阵列探头1将超声波
束二维地发送到三维区域并接收反射信号。 超声波束扫描金字塔上的区
域，并且将扫描区域划分为关注区域的主扫描区域Am和副扫描区域。 副
扫描区域被分成小区域As1，As2，As3和As4。 主扫描区域的主扫描次
数大于副扫描区域的副扫描次数。
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